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OBJETIVO

A necessidade de obter-se produtos
melhores com custos menores tem exigido
um crescente desenvolvimento no estudo
das diversidades dos materiais. Juntamente
com o desenvolvimento das técnicas para o
estudo dos materiais a informatica também
tem se desenvolvido e deste modo tem-se
tornado cada vez mais comum sua
utilizag@o neste meio.

A metalografia quantitativa, fracédo da
ciéncia dos materiais que visa fornecer
meios de analisar quantitativamente a
microestrutura, determinando a quantidade,
forma, tamanho e distribuicdo de fases e
defeitos.  Atualmente a  metalografia
quantitativa utiliza como ferramenta os
analisadores de imagens ligados aos
computadores, que tem por finalidade
otimizar e diminuir o erro da analise
realizada.

O objetivo final deste trabalho € a
caracterizagado microestrutural do composito
mulita-zircdnia utilizando-se basicamente
microscopio eletronico de varredura (MEV),
espectrometro de energia dispersiva de
raios-x (EDS) e analisador de imagens.
Nesta segunda etapa do trabalho procurou-
se direcionar o estudo no conhecimento,
desenvolvimento e treinamento em software
de analise de imagens (instalado no
sistema computador/MEV). Optou-se pela
utilizagdo de amostra de microesferas
padrbes de vidro calibradas (11,1um =+
0,7). As amostras do compoésito mulita-

zirconia serdo devidamente quantificadas
posteriormente, pois apresentaram defeitos
de processamento. Novas amostras estao
sendo preparadas para a conclusdo deste
trabalho.

METODOLOGIA

A amostra de microesferas de vidro foi
preparada, colando-se fita adesiva sobre
porta-amostra metalico especifico para
MEV, sobre a fita adesiva foi espalhada, o
mais homogeneamente possivel, as
microesferas de vidro. A amostra foi entédo
recoberta com ouro para posteriormente ser
observada, analisada e quantificada em
MEV e analisador de imagens.

RESULTADOS

Os resultados apresentados na figura 1 séo
uma fragdo do estudo realizado
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Figura 1.



Outros métodos de medigdo foram
realizados e houve também a utilizacdo de
outras amostras.

As medidas do diametro obtiveram os
seguintes resultados:
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Figura2. Histograma de frequéncia na faixa
de 1 a 5 (variacado do diametro)
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Tabela 1. Dados de frequéncia de
microesferas em relagdo a medida do
didmetro, para uma regiao delimitada

Em relacdo a figura 2, os dados coletados
(tabela 1), demostram que a maior
frequéncia de microesferas ocorre na faixa
de variagdo dos diametros de 11 a 12 um.
As variagbes de diametros de 10 a 11 um e
de 12 a 13 um, tém frequéncias proximas,
mas ambas ndao chegam a metade do valor
de frequéncias da faixa de 11 a 12 um. As
demais variagbes s&o menos importantes,
pois suas frequéncias sdo quase ou
totalmente despreziveis.

CONCLUSOES

Os resultados apresentados neste trabalho,
tem apenas a fungdo de demonstrar a
possibilidade de se poder quantificar
metalograficamente as micrografias
utilizando o analisador de imagens, sem a
responsabilidade de dar resultados de
tamanho de grao real, por exemplo, pois
para isso seria necessario que este
experimento tivesse seguido as normas da
ASTM e que o numero de regibes
investigadas fosse maior.

Na amostra de microesferas foram medidos
os diametros, e obtivemos a maior
frequéncia de microesferas na faixa de
variacdo de diametros de 11 a 12 um, o que
era esperado, ja que as microesferas s&o
calibradas e tém o valor de 11,1 um = 0,7
de erro.

Desta forma o analisador de imagens
estudado demonstrou ser um dispositivo
importante na investigagao da
microestrutura, utilizando como ferramenta
a metalografia quantitativa. Os resultados

. obtidos, respeitadas as normas, nos dariam

dados importantes para a verificagdo das
propriedades destes materiais.
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